Uloha é. 18

Urceni strukturnich parametra krystalickych latek metodami

scanovaci elektronové mikroskopie (SEM)

Pracovni ukol:

1.

Zméfte stfedni velikost zrna pfipraveného vybrusu polykrystalického
vzorku. K vyhodnoceni snimku se scanovaciho elektronového mikroskopu
pouzijte kruhovou metodu.

UrCete frakcni objem dendritickych ¢astic v eutektické slitiné Mg-Cu-Zn.
Pouzijte specializované programoveé vybaveni pro obrazovou analyzu.

I. Méfeni velikosti zrna

Pomoci SEM sledujte strukturu vybrusu a zhotovte 5 typickych snimku.

Na pocitaCi provedte matematické zpracovani obrazu (snizeni Sumu,
vyhlazeni obrazu, zesileni hran, atd.) pro analyzu a méfeni strukturnich
parametrd

Na takto upraveném obrazu zméfte stfedni velikost zrna d kruhovou
metodou podle vzorce
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kde D je pramér kruznic, n je poc€et protatych zrn (viz obr.1)

Obr. 1

Mé&reni opakujte pro vSech 5 snimkl a uréete primérnou hodnotu velikosti
zrna. Stanovte relativni chybu méfeni.



Il. Stanoveni frakéniho objemu druhé faze

Pomoci SEM pozorujte strukturu eutektické slitiny Mg-Cu-Zn a typicky
mikroskopicky obraz struktury ulozte do paméti pocitace.

UloZzeny (Sedotonovy) snimek binarizujte programem na zpracovani
obrazu.
Urcete frak¢ni objem dendritickych ¢astic zméfenim podilu jejich plochy na
snimku.

Z vysledkl mérfeni stanovte statistické charakteristiky struktury (histogram
rozdéleni velikosti ¢astic, primérnou velikost ¢astice, atd.)

Pokyny pro méreni:

)]

2)

3)

4)

Pfed vloZenim vzorku do mikroskopu zkontrolujte Cistotu jeho povrchu.
Pripadné necistoty negativné ovliviuji kvalitu obrazu v SEM.

Pfi zpracovavani obrazu se presvédCte, zda je spravné nastavena
kalibrace zvétseni mikroskopu.

Pfi ukladani obrazu do paméti pocitate dbejte na spravné vlozeni
parametrd snimku (zvétSeni mikroskopu, pracovni vzdalenost vzorku, atd.)
ZvétSeni obrazu volte tak, aby na obraze byl dostatecny pocet strukturnich
objektt (krystalickych zrn, dendritickych ¢&astic). Maly pocet objekt
zvySuje chybu stanoveni statistickych charakteristik.
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Uloha se méfFi v laboratofi elektronové mikroskopie v pfizemi budovy Ke
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1. patro, budova Ke Karlovu 5.




